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【はじめに】 
直接変調されたレーザ光を用いてミリメータオーダ以下の精度で計測するレーザ測長法を

検討している．この方法では変調信号を重畳した基準レーザ光を被測定物に設置した反射タ
ーゲットに照射し，ターゲットからの反射光の位相変化により伝送距離を計測する．ターゲ
ットとして入射角と等しい反射角が得られるレトロリフレクタ―等が用いられる．この測長
系において被測定物の形状変化等に起因しビーム照準位置が変化した場合，ターゲット内の
伝搬光路長が変化するため測長誤差が生じる．被測定物の形状変化を高精度にモニタするた
めには，ターゲットへのビーム照準位置変化と被測定物までの距離とを同時計測する必要が
ある．ここでは，ビーム照準位置と伝搬距離との同時計測の原理確認実験を行ったので報告
する． 

 
  
【構成】 
図 1 にベンチトップ実験系構成図を示す．基

準光源を 10[GHz]の変調信号により直接変調を
行う．直接変調された出力光をサーキュレータ
を介してコリメート光として空間出力する．空
間出力後，BS を介して空間伝播し，CCR(Corner 
Cube Reflector)により反射される．反射光は BS
にて 2 分岐され，片光路を位置検出器(4 分割 PD)，
もう片光路をコリメータにて受信する．コリメ
ータで受信した信号はサーキュレータにて送信
光路と分離し，PD にて受信する．受信信号はネ
ットワークアナライザ(VNA)にて直接変調信号
の位相を測定することで，伝播距離の測定を行
う．一方，位置検出器では，4 分割 PD にコリメ
ート光を集光し，重心演算を行うことで，CCR
上のスポット位置を測定する．  

 
【実験結果】 
CCR を電動ステージにて光軸方向に平行に

2[mm]変化させた場合の測長及びスポット位置
変化量の測定を行った．測定結果を図2に示す．
図より，CCR の変化と同一の測長結果(測長変化
量：2[mm])が得られる事を確認した．このとき，
測定精度は約 10[m]であった．また，同時モニ
タしたCCRのスポット位置変位量は変化してお
らず，一定値である事を確認した．このとき変
位量測定精度は約 10[m]であった． 

 
【まとめ】 
直接変調方式を用いた高精度測長に向け，測

長と照準変位量の同時測定実験を行った．その
結果，伝搬距離，照準変位量の計測精度はとも
に約 10[m]であり，測長と照準変位の高精度同
時測定が可能である事を確認した．  

図 1：ベンチトップ実験系構成図

図 2：ターゲット上の測長及び
スポット位置同時測定結果 
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